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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 20-1: Blank detail specification —
Fixed metallized polyphenylene sulfide film
dielectric surface mount d.c. capacitors —
Assessment level EZ
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con|
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of CIEC is to (
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and,electronic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, {Technical Specifi

lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC-National Committee int|
he subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatienal, governmental an
brnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inter
Eensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intetnational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are;’made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or

nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ

veen any |IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

provides no marking procedure to.indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity-with an IEC Publication.

isers should ensure that theyhave the latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feé
enses arising out” of-the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion.iS;drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
nt righfs. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

prising
romote
Ids. To
ations,

hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to gs “IEC

brested
d non-
closely
ned by

ational
rom all

ational
of IEC
or any

cations
rgence
ated in
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rts and
hage or
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er IEC

ntion is drawh_to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indipensable”forthe correct application of this publication.

bject of

Capacitors and resistors for electronic equipment.

atiomat—Stamdard HEC60384=-20=ttasbeernm prepared by tECtechmicattommittee 40:

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1996 and constitutes a
minor revision related to tables and references.

This bilingual version (2013-05) corresponds to the monolingual English version, published in
2008-01.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/1872/FDIS 40/1889/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all parts of the IEC 60384 series, under the (new) general title Fixed capacitors for
use in| electronic equipment, can be found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the mpintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iecfch” in
the ddta related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reg¢onfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
+ amended.

The cpntents of the corrigendum of February 2008 have been included in this copy.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 20-1: Blank detail specification —
Fixed metallized polyphenylene sulfide film
dielectric surface mount d.c. capacitors —
Assessment level EZ

Blank detail specification

A bIaT

contai
specif

accordlance with IEC specifications nor shall they so be described.

In the

The numbers between brackets on the first page correspond to the following inforr

which
Identi
(1]
(2]

[3]
[4]
Identi

(3]
[6]

(7]

(8]

cations not complying with these requirements may not be considered as be

shall be inserted in the position indicated.

fication of the detail specification
The "International Electrotechnical Commission" or the National Standards Organi
under whose authority the detail specification is drafted.

The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue ar
further information required by the national system.

The number and issue number of'the IEC or national generic specification.
The IEC number of the blank detail specification.

fication of the capacitor,

A short description of the type of capacitor.
nformation on typical construction (when applicable).

When the capacitor is not designed for use in printed-board applications, this sh
clearly stated'in the detail specification in this position.

and/orsreference to the national or international documents for outlines. Altern
this-drawing may be given in an annex to the detail specification.

k detail specification is a supplementary document to the sectional specification and
ns requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. [Detail

ng in

preparation of detail specifications, the content of 1.4 of the sectional specificatiof shall
be taken into account.

nation

zation

d any

all be

Outline.\drawing with main dimensions which are of importance for interchangeltability
a

ively,

AppIlIcation or group or applications covered and/or assessment level.

NOTE The assessment level(s) to be used in a detail specification are selected from 3.5.4 of the sectional
specification. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment

levels,

(9]

provided the grouping of the tests does not change.

Reference data on the most important properties, to allow comparison between the

various capacitor types.
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IEC 60384-20-1XX

[OtH

er shapes are permitted within the dimensions given.]

[2]
[1] QC 302001 XXXXXX
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED IEC 60384-20-1 [4]
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: QC 302001
FIXED METALLIZED [5]
['%] POILVYETHVYI ENE SLIIEINE
FILM DIELECTRIC SURFACE M@UNT D.C.
Outline drawing: (see Table 1) CAPACITORS
[...ahgle projection]
(6]
[7]
Assessment level(s): EZ [8]

Information on the availabilityrof components qualified to this
detail specification is given in the Register of Approvals

1 General data

1.1

See 1

1.2

4.2 of IEC 60384-20.

Dimensions

Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

Table 1 — Dimensions

Case size

Dimensions

mm

reference

L,

9)

When there is no case size reference, Table 1 may be omitted and the dimensions shall be

given

in Table 2, which then becomes Table 1.

The dimensions shall be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a
tolerance.
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Ratings and characteristics

Capacitance range (see Table 2)

Tolerance on rated capacitance

Rated voltage (see Table 2)
Category voltage (if applicable) (see Table 2)
Climatic category

Rated temperature

Maximum a.c. voltage (if applicable)

Maximum pulse load (if applicable)

Tange

Insulattion resistance

nt of loss angle

Table 2 — Values of capacitance and of voltage related to case sizes

Rated voltage

Category voltage :

Case size Case size Case size Case size

Rated capacitance

(in nF and/or pF)

f different from the rated voltage.

1.4

The following referenced documents are indispensable for the application of this docy

For d4
of the

IEC 6

IEC 6
specif
capac|

1.5

The n
1.6 of

Normative references

ted references, only the edition citéd applies. For undated references, the latest ¢
referenced document (including ‘any amendments) applies.

D384-1, Fixed capacitors far,use in electronic equipment — Part 1. Generic specific

D384-20, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 20: Se
jication — Fixed .metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mouri
itors

Marking

arking-of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirems
IEC\60384-20.

ment.
dition

htion

ptional
t d.c.

nts of

The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail

specif

1.6

ication.

Ordering information

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the
following minimum information:

T Q

tol

o O

nu

D

pa

)
)
) rated d.c. voltage;
)
)

rated capacitance;

erance on rated capacitance;

mber and issue reference of the detail specification and style reference;
ckaging instructions.
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1.7

Certified records of released lots

Required/not required.

1.8
1.9

NOTE

Additional information (not for inspection purposes)

Additional or increased severities or requirements to those specified in the
generic and/or sectional specification

Additions or increased requirements should be specified only when essential.

Table 3 — Other characteristics

2 In

21

21.1
sectio

21.2
periog
of IEC

This table is to be used for defining characteristics which are additional to,
or more severe than, those given in the sectional specification.

spection requirements

Procedures

For qualification approval, the procedures shall be.in saccordance with 3.4
hal specification IEC 60384-20.

For quality conformance inspection, the test-schedule (Table 4) includes san
icity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by
60384-20.

pf the

pling,
3.5.1



https://iecnorm.com/api/?name=b2e291aa3906320728a09c63ec672781

-8-—

60384-20-1 © IEC:2008

Table 4 — Test schedule for quality conformance inspection

D IL | n ‘ c
Subclause number or Conditions of test ® Performance
and test * ND © c requirements ?
Group A inspection
(lot-by-lot)
Sub-group A0 ND 100 % °
4.3.2 Capacitance Within specified tolerance
4.3.3 Tangent of loss Frequency: 1 kHz for all As in 4.3.3.2
angle capacitance values
4.3.1 Voltage proof Method:... No breakdown.-or flaghover.
(Test A) Measuring point 1a Self-healing breakdons
allowed
4.3.4 Insulation resis- Measuring point 1a As in 43\4.3
tance (Test A)
Sub-grpup A1 ND S-4 e 0
4.2.1 Visual As in 4.2.2
examination Legible marking (if appli-
cable) and as specifigd in
1.5 of this specificatipn
Sub-grpup A2 ND S-3 R 0
4.2 Dimensions °© As specified in Table|1 of
this specification
Group B inspection
(lot-by-|ot)
Sub-grpup B1 D S-3 b 0
4.7 Solderability No ageing
method.:...
Visual examination As in 4.7.2
4.7.2 Final measure-
ments
Sub-grpup B2 D S-3 e 0
4.14 Solvent resis- Solvent:... Legible marking
tance of the Solvent temperature:...
marking (if Method 1
applicable)f Rubbing material: cotton
wool
Recovery: ...
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Table 4 (continu

ed)

D Sample size
Subclause number or ie a and acceptance Performance
and test ® ND © Conditions of test criterion ° requirements *
)4 n c
Group C inspection
(periodic)
Sub-group C1 D 3 12 0°
4.6 Resistance to Method:...
soldering heat Capacitance
4.6.1 Initial Duration:...
measurements Q%
4.6.2 Test If Method 1 is applied Q
conditions immersion and withdrawal .(1/
speed shall be Ne
25 mm/s + 2,5 mm/s Q’
Recovery: 24 h+2h 51/
Visual examination (bq% in 4.6.3
4.6.3 Final Capacitance Q AC/C for Grade 1 gnd
measurements @ Grade 2:[< 2 %,
4 O Grade 3:[< 3 %
of value measured in
s\\o 4.6.1
Solvent:... Q ®) See detail specifidation
4.13 Component Solvent temperature:... Q
solvent resis- <
Method 2
tance \\
(if applicable) Recovery:... 5(0
Sub-grpup C2 D (%) N 3 12 0°
4.5 Bond strength of \,\Q
the end face $
plating ’\Q)
4.51 Initial Capacit@c
measurements L\
4.5.2 | Final inspection Qaéatance (with board in AC/C for Grade 1 @nd
ng\ position) Grade 2:|< 2 %,
. Grade 3:|[< 5 %
1 of value measured in
C>® 4.5.1
() Visual examination No visible damage
A\ *
Sub-grpup C3 » D
4.1 Mountin E Substrate material: ...
4.2.1 Vis § As in detail specification
cihation
4.3.2 ngr‘ifnnr\n < 20 b
measured in Sub-group A0
4.3.3 Tangent of loss Frequency: As in 4.3.3.2
angle 1 kHz (for all capacitance
& values() P (Reference values for
10 kHz for capacitors with final measurements in
Cr < 1 uF (in addition, see SUZ'?;;ZPS C3.1,C3.3
4.3.3.3) and C3.4)
4.3.4 Insulation As in 4.3.4.3
resistance

When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail specification shall indicate
which substrate material is used in each sub-group.


https://iecnorm.com/api/?name=b2e291aa3906320728a09c63ec672781

—10 -

Table 4 (continued)

60384-20-1 © IEC:2008

D Sample size
Subclause number or Conditions of test ® and acceptance Performance
and test ® ND © criterion requirements *°
n c
Sub-group C3.1 D 27 0°
4.4 Adhesion
4.41 Intermediate Visual examination No visible damage
inspection
4.8 Rapid change
f tomnaratie
ftemperatu
4.8.1 Initial Not required, see Sub-
measurements group C3
4.8.2 Test Ty = Lower category
conditions temperature
Ty = Upper category
temperature
Five cycles
Duration # = 30 min
4.8.3 Intermediate Visual examination No visible damags
inspection
4.9 Climatic
sequence
4.9.1 Initial Not required, see Sub-
measurements group 3

4.9.2 Dry heat

4.9.3 Damp heat,
cyclic, test Db,
first cycle

494 Cold

4.9.5 Damp heat,
cyclic, test Db,
remaining cycles

4.9.6 Final

measurements

Temperature:
upper category
temperature
Duration: 16 h

Temperature: lower
category-temperature
Duration: 2 h

Within 15 min after
removal from test chamber
Ug to be applied for 1 min

Visual examination

Capacitance

Tangent of loss angle:

No visible damag¢
Legible marking

AC/C for Grade 1 gnd
Grade 2: K 3 %,
Grade 3:1<5 %

of value measured in

Sub-group C3.

Increase of tan &:

at 10 kHz for Cr £ 1T pF

at 1 kHz for Cr > 1 pF

Insulation resistance

< 0,0025 for Grade 1
< 0,004 for Grade 2
< 0,005 for Grade 3

< 0,0015 for Grade 1
< 0,0025 for Grade 2
< 0,003 for Grade 3
compared to values
measured in
Sub-group C3

> 50 % of values in
4.3.4.3

however, > 25 % for
Grade 3
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Table 4 (continued)

Sample size

D
Subclause number or Conditions of test ® and gccgptarclce Performance
and test ® ND °© criterion requirements ?
n c
Sub-group C3.2 D 15 0°¢
4.10 Damp heat,
steady state
4.10.1 Initial Not required, see Group 3
measurements Recovery:
4.10.2 | Final Visual examination No visible damagg
measurements
Capacitance AC/C for Grade 1 @nd
Grade 2:|< 3 %,
Grade 3:[< 5 %
of yvalue measured in
Sub-group C3
Tangent of loss angle at Increase of tan &
1 kHz < 0,0025 comparefl to
values measured ip
Sub-group 3
Insulation resistance > 50 % of values in
4.3.4.3, however, ¥ 25 %
for Grade 3
Sub-grpup C3.3 D 15 09
4.1 Endurance
4.11.1 | Initial Not required, see Sub-
measurements group C3
4.11.2 | Test conditions See 4.11.2, 4. %4,3 and
4.11.4
4.11.5 | Final Visual examination No visible damagg¢
measurements Legible marking
Capacitance AC/C £5 % for Grade 1
AC/C < 8 % for Grade 2
and Grade 3 compared to
measurements in
Sub-group 3
Tangent of loss angle: Increase of tan &
at 10 kHz for Cr £ 1 pF < 0,003 for Grade (1
< 0,005 for Grade ]2 and
Grade 3
at 1 kHz for Cr > 1 pF < 0,002 for Grade [1
< 0,003 for Grade R and
Grade 3 compare(d to
VdiUUb |||vabwvu' I 1 Sub'
group C3
Insulation resistance > 50 % of values in
4.3.4.3
however, > 30 % for
Grade 3
Sub-group C3.4 D 9 0°
4.12 Charge and
discharge
4.12.1 Initial Not required, see
measurement Sub-group 3
4.12.2 Test conditions 10 000 cycles
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Table 4 (continued)

60384-20-1 © IEC:2008

Sample size

D
Subclause number or Conditions of test ® and gccgptarclce Performance
and test ® ND °© criterion requirements °
4 n
4.12.3 Final Capacitance AC/C < 3 % for Grade 1
measurements AC/C <5 % for Grade 2

however, < 8 % for Grade 3
compared to values
measured in Sub-group C3

Tangent of loss angle: Increase of tan o
at 10 kHz for Cp <1 uF < 0,003 for Grade]
< 0,005 for Grade 2 apd
Grade 3
at 1 kHz for Cg > 1 puF < 0,002 forGrade 1
< 0,003 for Grade 2 apd
Grade’3 compared to palues
measured in Sub-groyp C3
Insulation resistance > 50 % of values in 4.B.4.3,
however, > 30 % for Grade 3
?  Subclause numbers of tests and performance requirements refer to the{sectional specification IEC 6(4384-20
and clause 1 of this specification.
® Inspection levels are selected from IEC 60410 (Sampling plans and procedures for inspection by attribufes).
° In this table:
IL | is the inspection level
P is the periodicity in months
n is the sample size
c is the acceptance criterion (permitted number.éf*"non-conforming items)
D | signifies destructive
ND| signifies non-destructive
<100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling in order to monitor outgoing quality level py non-
corfforming items per million (ppm). The’/sampling level shall be established by the manufacturer. For the
calgulation of ppm values any parametric failure shall be counted as a non-conforming item. In case|one or
mofe non-conforming items occurjin.d sample, this lot shall be rejected.
¢ This test may be replaced by in-production testing if the manufacturer installs Statistical Process [Control
(SKHC) on dimensional meastirements or other mechanisms to avoid parts exceeding the limits.
f Thjs may be carried gutonh surface mount capacitors mounted on a substrate.

9 If dne non-confolfing item is obtained, all the tests of the sub-group shall be repeated on a new sample and
thep no further mwon-conforming items are permitted. Release of product may continue during repeat test|ng.
NOTE [Any specimen found defective after mounting shall not be taken into account when calculating the perissible

non-corfforming’items for the following tests. They shall be replaced by spare parts.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 20-1: Spécification particuliére cadre —

Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu

a diélectrique en film de sulfure de polyphényléne métallisé —
Niveau d’assurance EZ

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale) de norm4g
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). Ls
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de*normalisation d
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres agctjvités — publie des
intefnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des{ Spécifications accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). L€ur élaboration est confié
conjités d’études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pdr le sujet traité peut particip

lisation
CEl a
hns les
Normes
les au
P a des
er. Les

org@nisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,en liaison avec la CEl, paiticipent

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'OrganisationN\nternationale de Normalisatiof
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant’ donné que les Comités nationaux de
intéfessés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de la CEIl se présentent sous la forme.de recommandations internationales et sont &
conjme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous‘les efforts raisonnables sont entrepris afin qug
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses‘publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
de l[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation.qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dars le but d'encourager I'uniformité internatienale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de facon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes publ
natipnales ou régionales correspondantés-doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La |CElI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n’engage
responsabilité pour les équipementstdéclarés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité nevdoit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxilia
mardataires, y compris. ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de la CEl, ‘pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donjmage de quelgue ‘nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) et les)depenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CE
toutle autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'atfention“est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’atfention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuve
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nsable
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| ou de
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nt faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenu
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

e pour

La Norme internationale CEI 60384-20-1 a été établie par le comité d’études 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1996. Elle constitue
une révision mineure des tableaux et des références.

La présente version bilingue (2013-05) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2008-01.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1872/FDIS et 40/1889/RVD.
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Le rapport de vote 40/1889/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francgaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, partie 2.

La liste de toutes les parties de la série de normes CEIl 60384, présentées sous le (nouveau)
titre général Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, est disponible
sur site web de la CEl.

s les

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintjnance indiqguée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch*\dar
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reg¢onduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

+ anmendée.

Le comtenu du Corrigendum de février 2008 a été inclus dans cétte copie.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 20-1: Spécification particuliére cadre —

Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu

a diélectrique en film de sulfure de polyphényléne métallisé —
Niveau d’assurance EZ

Spécification particuliére cadre

Une spécification particuliere cadre est un document annexe a la spécification ‘intermé
qui cpntient des exigences pour le modéle, la disposition et le contenu ‘minimg
spécifjcations particuliéres. Les spécifications particuliéres qui ne satisfontpas aux exig
peuvent ne pas étre considérées comme conformes aux spécifications dela CEl et ne d

pas é

Dans
interm

Les n
suivar

Identi

[1]
(2]

(3]
(4]
Identi

(3]
[6]

[7]

re décrites comme telles.

la préparation des spécifications particuliéres, le contenu,de 1.4 de la spécifi
édiaire doit étre pris en compte.

tes, qui doivent étre introduites a I'emplacementiindiqué.

ication de la spécification particuliere
| a Commission Electrotechnique Internationale (CEl) ou I'organisation nationa
hormalisation sous I'autorité de laquelle la spécification particuliere est rédigée.

| e numéro de la spécification particuliere des normes nationales ou des normes (
date d’édition et toute autre information requise par le systéme national.

| e numéro et I'édition de Ia specification générique nationale ou de la CEI.

| e numéro CEIl de la spécification particuliére cadre.
ication du condensateur

Une courte description du type de condensateur.
| es informations sur la construction typique (le cas échéant).

| orsque le condensateur n’est pas destiné a des applications sur des cartes impri
a spécification particuliére doit I'indiquer clairement a cet endroit.

diaire
| des

lences

pivent

cation

Lméros placés entre crochets dans la premiére pagé correspondent aux informptions

le de

El, la

(8]

particuliére.

L’application ou le groupe d’applications couvertes et/ou le niveau d’assurance.

NOTE Les niveaux d’assurance a utiliser dans une spécification particuliere sont sélectionnés en 3.5.4 de la
spécification intermédiaire. Ceci implique qu’une spécification particuliere cadre peut étre utilisée en combinaison
avec plusieurs niveaux d’assurance, a condition que le regroupement des essais ne change pas.

(9]

Les données de référence des plus importantes propriétés pour permettre de comparer

les différents types de condensateurs.
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CEI 60384-20-1XX

(3]

(2]
[1] QC 302001 XXXXXX
COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE DE LA | CEI 60384-20-1 [4]
QUALITE SELON: QC 302001
CONDENSATEURS FIXES POUR [5]

MONTAGE EN SURFACE POUR COURANT

CONTINU A DIECECTRIQUE EN FILY DE
SULFURE DE POLYPHENYLENE-METALLISE -

Despin d’encombrement: (voir Tableau 1)

[Prdjection du ... diedre]

(7]

[D'atres formes sont permises dans les dimensions données.]

)

Niveau(x) d'assurance: EZ [8]

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés
selon la présente spécification particuliére sont présentées
dans le registre des agréments.

1 Dpnnées générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) (a insérer)

Voir 114.2 de la CEIl 60384-20.

1.2 Dimensions

Tableau 1 — Dimensions

(9)

[aille de boitier

Dimensions

référence

mm

Ly

En I'absence de référence de taille de boitier, le Tableau 1 peut étre omis et les dimensions
doivent étre données dans le Tableau 2, qui devient alors le Tableau 1.

Les dimensions doivent étre indiguées comme les dimensions maximales ou comme les

dimensions nominales avec des tolérances.
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1.3 Valeurs assignées et caractéristiques

Gamme de capacité (voir Tableau 2)
Tolérance sur la capacité assignée

Tension assignée (voir Tableau 2)
Tension de la catégorie (le cas échéant) (voir Tableau 2)
Catégorie climatique

Température assignée

Tension alternative maximale (le cas échéant)

Char l“I"Ial\;IIIG:U dUO ;mpu:O;UIIO (:U \¥1e ] é\lhéallt)
Tanggnte de I'angle de pertes

Résisfance d’isolement

Tableau 2 — Valeurs de capacité et de tension en fonction des tailles\des boitiefs

Tension assignée

a
Tlension de la catégorie

Taille de Taille de Taille de Taille de

. L, boitier boitier boitier boitier
Capacité assignée

(en nF et/ou pF)

Bi différente de la tension assignée.

1.4 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du pfésent
docunpent. Pour les références datées,(seule I'édition citée s’applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendlements).

CEI 60384-1, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — Partie 1:
Spécirication générique

CEI 60384-20, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — Partie 20:
Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant
continu a diélectrique en film de sulfure de polyphénylene métallisé

1.5 |Marquage

Le mgrquage du condensateur et de I’emballage doit étre conforme aux exigences de .6 de
la CEI 60384-20.

La spécification particuliere doit présenter toutes les informations détaillées relatives au
marquage du composant et de ’emballage.

1.6 Informations pour les commandes

Les commandes de condensateurs couverts par la présente spécification doivent contenir,
sous forme codée ou claire, les informations minimales suivantes:

a) capacité assignée;

b) tolérance sur la capacité assignée;

c) tension continue assignée;

d) numéro et référence de I’édition de la spécification particuliere et référence du modeéle;
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e) instructions d’emballage.

1.7 Enregistrements certifiés de lots livrés

Exigé/non exigé.

1.8 Informations supplémentaires (non destinées a I'inspection)

1.9 Sévérités ou exigences supplémentaires ou plus élevées que celles indiquées
dans la spécification générique et/ou intermédiaire

NOTE _lconvient de spécifier les nouvelles exigences ol les exigences pliis dlevées uniquement lorsaqu’elles sont
essentiplles.

Tableau 3 — Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des caractéristiques
supplémentaires ou plus sévéres que celles données dans la spécification
intermédiaire.

2 Ekigences d’inspection

2.1 Procédures

2.1.1 | Dans le cadre de 'homologation, les procédures doivent étre conformes a 3.4|de la
spécifjcation intermédiaire CEl 60384-20.

2.1.2 | Pour le controle de conformité de laJqualité, le programme d'essai (Tableau 4)|inclut
I’échaptillonnage, la périodicité, la sévérité et les exigences. La formation des$ lots
d’inspgction est décrite en 3.5.1 de la CEl;60384-20.
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Tableau 4 — Plan d’essai pour le contréle de conformité de la qualité

D NC ‘ n | c
Numéro de pa!'aagraphe ou Conditions d’essai * Exigences dea
et essai ND c performances

Inspection du

Groupe A
(lot par lot)
Sous-groupe A0 ND 100 % °
4.3.2 Capacité Selon les tolérances
:Inénifiép:
4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 kHz pour Selon 4.3.3.2
I'angle de toutes les valeurs de
pertes capacité
4.3.1 Tension de Méthode:.... Pas de_claquage, ni gle
tenue Point de mesure 1a contournement électique.
(Essai A) Claquages auto-cicafrisants
autorisés.
4.3.4 Résistance Point de mesure 1a Selon 4.3.4.3
d'isolement
(Essai A)
Sous-dgroupe A1 ND S-4 R 0
4.21 Examen visuel Selon 4.2.2
Marquage lisible (le ¢as
échéant) et comme ipdiqué
en 1.5 de la présents
spécification
Sous-droupe A2 ND S-3 e 0
4.2 Dimensions °© Comme indiqué dang|le

Tableau 1 de cette
spécification

Inspection du

Groupg B
lot par]lot
(lot p ) D 53 b 0
Sous-groupe B1
4.7 Brasabilité Pas de vieillissement
Méthode:...
Examen visuel Selon 4.7.2
4.7.2 Mesures finales
Sous-droupe B2 D S-3 e 0
4.14 Résistance au Solvant:... Marquage lisible
solvant du Température du solvant:...
marquage (le Méthode 1
cds/échéant) f Matériau de polissage:

cotomtydroptiite

Rétablissement: ...
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